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ANEXO I

Curso de Posgrado: Confiabilidad en dispositivos y sistemas espaciales ||

Objetivos:
° Adquirir los conceptos generales de confiabilidad para sistemas
espaciales.
. Comprender la confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y

seguridad integrados dentro de sistemas espaciales

° Adquirir los conocimientos minimos para el andlisis de
confiabilidad en disciplinas especificas de la ingenieria.

. Adquirir nociones bdsicas para el uso de softwares especificos y
comprender el esquema de normas y manuales de confiabilidad de la
ECSS.

Contenidos:
I. SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD

Concepto de Seguridad y Disponibilidad. Andlisis de riesgos. Objetivos y
fases. Definicién, Identificacién, Clasificacion y Andlisis. Clasificaciéon de
efectos por clases. Medidas de Prevencién y Contingencia. Identificacion
de secuencia accidental. Arbol de eventos, arbol de fallas, Andlisis de
modos de fallas y sus efectos y Andlisis de modos de falla y sus efectos y
criticidad. Andlisis de consecuencias e impacto. Ejemplos de aplicacion.
indice de prioridad de riesgo. Severidad, Probabilidad de ocurrencia y
Detectabilidad. Ejemplo de modelos AGIA, NASA. Formatos de FMECA
MIL-1629A. Damero LARP. Actividad I:

Il. CONFIABILIDAD DE SOFTWARE

Modelos de Confiabilidad. Modelos de acuerdo al ciclo de vida: Fases de
Desarrollo, Validacién, Operacional, Mantenimiento. Medida de exactitud.
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Modelos de acuerdo a la naturaleza del proceso de falla: Tiempo entre
fallas, Conteo de fallas, Siembra de errores, Dominio de Entradas, Medida
de exactitud. Modelos de acuerdo a consideraciones estructurales:
Micromodelos y Macromodelos. Diagrama operativo utilizando modelos.
Macromodelo de Nelson. Macromodelo de Mills, Macromodelo de
Jelinski-Moranda. Macromodelo de Shooman. Macromodelo de
Goel-Okumoto- Macromodelo de Musa. Micromodelo de Shooman.
Modelo de Disponibilidad de Shooman-Trivedi. Actividad II:

Ill. CONFIABILIDAD DE COMPONENTES MECANICOS

Teoria de Esfuerzo. Resistencia. Aplicacién de la distribucién de valores
extremos al estudio y andlisis de las fallas originada por problemas de
corrosion en tuberias. Aplicacién de la teoria de Esfuerzo—Resistencia
sobre un vastago de seccidn cilindrica sometido a tensiones tendiendo
como objetivo una determinada confiabilidad. Aplicacion de la teoria de
Esfuerzo—Resistencia sobre un eje sélido de seccién cilindrica fijado en un
extremo y sometido a un par de torsiébn en el otro extremo tendiendo
como objetivo una determinada confiabilidad. Actividad li:

IV. CONFIABILIDAD DE COMPONENTES ELECTRONICOS

Aplicacién del Standard MIL-HDBK-217 y/o similar Bellcore. Componentes
electrénicos pasivos y activos. Microprocesadores, circuitos integrados,
resistores, capacitores, soldaduras, conexiones, placas. Factores de
complejidad, empaquetado, calidad, temperatura ambiente, aprendizaje.
Tasa de fallas de componentes. Aplicaciéon de la teoria de Ahrrenius.
Actividad IV

V.HERRAMIENTAS Y ESTANDARES

Modelos, técnicas y herramientas. Nombre, Llicencia, Clase, Modelo,
Plataforma, Propdsito general y Usuario. Risk Spectrum. Ejemplo de
aplicacidn sobre un sistema de proteccion con fallas seguras e inseguras.
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Relex Reliability Studio PRISM. Ejemplos de aplicacién de Std. MIL HDBK
Bellcore. Ejemplo de aplicabilidad en el conjunto de software de la
Estacién Terrena dedicada a satélites del sistema SIASGE. CARMS. Ejemplo
de aplicacidbn de sistemas mixtos software mdas hardware.
Dependibilidad. Ejemplo de Reliability, Maintainability, Availability, RAM.
Revisidon de estdndares internacionales NASA y ECCS. Actividad V:

Modalidad de dictado, carga horaria y evaluacion:

Modalidad presencial virtual sincrénica. Dos clases por semana de dos
horas cada una, durante 15 semanas. Horas tedricas (30 hs) y practicas
(30 horas). Evaluacion: Aprobaciéon de todas las Actividades + examen de
Preguntas de opcién mdltiple al finalizar el cursado.
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